
บทที่ 3 การดําเนินการวิจัย 

 

3.1 บทนํา 

ในบทนี้กลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีประกอบดวยสวนของอุปกรณตางๆท่ีใช วงจรท่ีออกแบบ 

รวมถึงการโปรแกรม การวิจัยนี้มีการประยุกตใชโลหะผสมจํารูปสําหรับการขับเคล่ือนแอคชูเอเตอร

บนวาลวควบคุม ซ่ึงจําเปนตองมีโครงสรางของแอคชูเอเตอรบนวาลวควบคุมท่ีสามารถขับเคล่ือนโดย

โลหะผสมจํารูป วงจรสําหรับขับกระแสเพื่อกระตุนการทํางานของโลหะผสมจํารูปและโปรแกรมการ

ควบคุมแบบ PID ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมตําแหนงของกานวาลวท่ีขับเคล่ือนจากการกระตุน

โลหะผสมจํารูป สําหรับการวิเคราะหผลการตอบสนองของโลหะจํารูปไดใชเคร่ืองทดสอบโลหะผสม

จํารูปซ่ึงจะทดสอบดวยการกระตุนการทํางานดวยวงจรขับกระแสบนเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป 

และออกแบบโปรแกรมใหเหมาะสมกับการทดลอง 

 

3.2 เคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป 

สวนเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป สรางข้ึนเพื่อวิเคราะหผลการตอบสนองของโลหะผสมจํารูปโดย

ศึกษาผลการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนจากโหลดทางกลและโหลดทางความรอนท่ีกระทําตอเสนลวด เพื่อ

นํามาใชวิเคราะหสําหรับการออกแบบสัญญาณอินพุตท่ีเหมาะสมแกเสนลวด หาความเ ร็วในการ

ตอบสนองของโลหะผสมจํารูป 

 

3.2.1 โครงสรางของเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป 

 

 
รูปท่ี 3.1  แบบจําลองเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป 

 

รูปท่ี 3.1 เปนเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูปท่ีมีรางคูดานหนาสําหรับแขวนเสนลวด ซ่ึงมีตัวตานทาน

แบบเคล่ือนท่ีเพื่อวัดระยะเคล่ือนท่ีของเสนลวดซ่ึงจะผูกติดไวท่ีโครงสรางของเคร่ืองทดสอบโลหะ
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ผสมจํารูป ปลายเสนลวดดานหนึ่งจะยึดติดไวกับโครงอลูมิเนียม สวนปลายอีกดานจะยึดติดไวกับตัว

ตานทานแบบเคล่ือนท่ีและโหลดทางกล โดยท่ีมีแหลงจายกระแสไฟฟาปอนไฟเ ล้ียงใหแกวงจร

อิเล็กทรอนิกส จากนั้นจะควบคุมกระแสไฟฟาผานโปรแกรม LabVIEW ไปยังวงจรขับกระแสเขาสู

โลหะผสมจํารูปดวยสัญญาณแบบ Pulse Width Modulation (PWM) ซ่ึง เปนการกระตุนการทํางาน

ของโลหะผสมจํารูป จากนั้นเก็บผลการตอบสนองดวย DAQ Card (NI USB-6009)  

 

3.2.2 วงจรจายกระแสสําหรับเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป 

การควบคุมเสนลวดโลหะผสมจํารูปเ กิดจากการจายกระแสผานเสนลวดเพื่อสรางความรอนทําให

อุณหภูมิของเสนลวดสูง ข้ึนจนเกิดการเปล่ียนแปลงทางกลนั่นคือระยะการยืดหดของเสนลวด มี

กระบวนการทํางานคราวๆดังรูปท่ี 3.3 

 

DAQ Card

NI USB-6009
D/A

A/D

Voltage to 

Current
SMA

Displacement 

Measurement0-3.8A 0-10cm

0-5V.

 

รูปท่ี 3.2  บล็อคไดอะแกรมแสดงลักษณะการทํางานของเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป 

 

เม่ือโปรแกรม LabVIEW สงขอมูลผาน DAQ Card (NI USB-6009) เพื่อปอนสัญญาณ PWM แกวงจร

จายกระแสท่ีตอวงจรขยายตามแรงดัน (Voltage follower)  ใชเพื่อเชื่อมตอสัญญาณสวนควบคุมและ

สัญญาณสวนขับกระแส จากนั้นสงแรงดันใหขา G ของมอสเฟส Q2 ในการขับกระแสผานเสนลวด

โลหะผสมจํารูป จากนั้นจะวัดกระแสดวยไอซี ACS712 ท่ีมีการลบ offset ดวยวงจรบวกสัญญาณ 

(summing amplifier)  โดยท่ีขาลบของไอซี LM358N ท่ีมีตัวขยายท่ี 1 เทาดวยการเ ลือกใชขาความ

ตานทานท่ี 100kΩ ท้ังหมดเพื่อใหอัตราสวนของการเลือกใชวงจรบวกสัญญาณเปน 1 เทา จากนั้นใช 

DAQ card เก็บขอมูลกระแสท่ีไดจากแรงดันขาออกของวงจรบวกสัญญาณตลอดเวลาการทดสอบ ซ่ึง

วงจรสวนขับกระแสจะทําหนาท่ีในการขับกระแสใหไหลผานลวดโลหะผสมจํารูปดังรูปท่ี 3.4 
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รูปท่ี 3.3  วงจรระบบการจายกระแสสําหรับเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป 

 

3.2.3 วงจรวัดระยะการเคล่ือนที่ของเสนลวดโลหะผสมจํารูป 

 
รูปท่ี 3.4  วงจรวัดระยะการเคล่ือนท่ี 

 

R3 คือตัวตานทานแบบเคล่ือนท่ีชนิด B  ขนาด 10 kΩ ซ่ึงชนิด B หมายถึงลักษณะการเปล่ียนแปลง

แบบเชิงเสนในตําแหนงตางๆของตัวตานทานแบบเคล่ือนท่ี จากวงจรออกแบบโดยใชหลักการของ

การแบงแรงดัน (voltage divider)  เ ม่ือเ กิดการเปล่ียนแปลงระยะของโลหะผสมจํารูปจะทําใหคา

แรงดันขาออกมีการเปล่ียนแปลงไปตามคาความตานทานท่ีเปล่ียนของระยะเคล่ือนท่ีของเสนลวด ซ่ึง

สามารถนํามาเปรียบเทียบเพื่อบอกระยะการเปล่ียนแปลงท่ีเ กิดข้ึนได คาความตางศักย ท่ีไดนี้จะถูก

สงไปยังสวน A/D หรือ Analog to Digital Converter โดยผานวงจรกรองความถ่ีตํ่าท่ี 50 Hz เพื่อลด

สัญญาณรบกวนท่ีอาจจะเกิดผลกระทบตอระบบการวัด 
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3.3   แอคชูเอเตอรที่ขับเคล่ือนดวยโลหะผสมจํารูปสําหรับวาลวควบคุม 

 

รูปท่ี 3.5 ภาพรวมการทํางานของวาลวควบคุม 

 

จากงานวิจัยของ อุกฤษฎ (อุกฤษฎ, 2008) ซ่ึงศึกษาและออกแบบวาลวควบคุมโดยใชโลหะผสมจํารูป

ชนิดเสนลวดเปนแอคชูเอเตอร กระตุนการทํางานของวาลวควบคุมดวยความรอนบนโลหะผสมจํารูป 

โดยใชตัวควบคุมแบบ PID ซ่ึงระบบวาลวควบคุมแสดงในรูปท่ี 3.6 เ ร่ิมตนการทํางานของวาลว

ควบคุมท่ีคอมพิวเตอรโดยรับ-สงขอมูลดวย DAQ Card (NI USB-6009) ซ่ึง  DAQ Card ทําการปอน

สัญญาณอินพุตแบบ PWM สูโมดูลวงจรแปลงแรงดันเปนกระแส (V to I)  เพื่อสรางความรอนแก

โลหะผสมจํารูปท่ีใชเปนอุปกรณขับเคล่ือนวาลวควบคุม เ ม่ือโลหะผสมจํารูปไดรับความรอนใน

ปริมาณเพียงพอจะทําใหเกิดการหดตัวเพื่อตานทานแรงสปริงท่ีกดลงมาทําใหเ กิดแรงดึงกานวาลวให

เคล่ือนท่ีข้ึนตามปริมาณความรอนท่ีเ กิดข้ึนบนโลหะผสมจํารูป โดยทํางานควบคูไปกับโมดูลของ

ระบบพัดลมท่ีชวยใหโลหะผสมจํารูปคลายตัวไดเร็วข้ึน และวัดระยะการเคล่ือนท่ีของกานวาลวจาก

อุปกรณวัดระยะกานวาลว และวัดอัตราการไหลจากอุปกรณวัดอัตราการไหล 

 

ในสวนฮารดแวรประกอบไปดวย การออกแบบโครงสราง  ลักษณะการทํางานของวาลว  วงจรจาย

กระแส อุปกรณเซนเซอรท่ีใชในการทดลองซ่ึงถูกออกแบบโดย (อุกฤษฎ, 2008)  และไดทําการเพิ่มใน

สวนของการวัดปริมาณกระแสในเสนลวดโลหะจํารูปท่ีใชขับเคล่ือนแอคชูเอเตอร  



27 

 

คุณลักษณะของวาลวควบคุม มีดังนี้ 

- ระยะเคล่ือนท่ีของกานวาลว (stoke distance)  = 1.5 × 10−2  เมตร (หรือ 15 มิลลิเมตร) 

- เสนผานศูนยกลางโลหะจํารูป = 8 × 10−4 เมตร (หรือ 0.8 มิลลิเมตร) 

- คาคงตัวของสปริง (spring constant) = 55.8985 N/m (หรือ 5.58985 N/mm) 

 

 
 

รูปท่ี 3.6  แบบจําลองแอคชูเอเตอร 

 

จากรูปท่ี 3.7 ดานปลายของเสนลวดโลหะผสมจํารูปท้ังสองเสนนั้นจะเปนจุดท่ีจายกระแสไฟฟาเพื่อ

กระตุนการทํางานและกระแสไฟฟาจะไหลผานเสนลวดโลหะจํารูปลงกราวน โดยท่ีปลายอีกดานของ

เสนลวดโลหะท้ังสองเสนจะถูกยึดกับตัว plug  stem  เม่ือกระแสไฟฟาไหลผานเสนลวดโลหะท้ังสอง

เสนก็จะใหเสนลวดนั้นหดตัวและดึงตัว plug stem ข้ึนตามระยะท่ีกําหนดไดดวยวิธีการควบคุม

กระแสไฟฟาผานเสนลวดโลหะจํารูป เม่ือนําแอคชูเอเตอรท่ีขับเคล่ือนดวยโลหะผสมจํารูปประกอบ

เขากับสวนของตัววาลวจะไดดังรูปท่ี 3.8 โดยถูกกระตุนการทํางานจากความรอนบนโลหะจํารูปท่ีเ กิด

จากการทําการของวงจรขับกระแส 
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รูปท่ี 3.7  วาลวควบคุมขับเคล่ือนดวยโลหะผสมจํารูป 

 

3.3.1   วงจรจายกระแสสําหรับแอคชูเอเตอร 

การควบคุมตําแหนงกานวาลวเกิดจากการจายกระแสใหแกเสนลวดโลหะผสมจํารูปเพื่อสรางความ

รอนทําใหอุณหภูมิของเสนลวดสูงข้ึนจนเกิดการเปล่ียนแปลงทางกลนั่นคือกระการกระตุนใหเ กิด

ระยะการยืดห ดของ เสนลวดทําใ หเ กิดแ รงขับกาววา ลวใหเ คล่ือน ท่ีตามร ะยะท่ีตองกา ร ซ่ึง มี

กระบวนการทํางานคราวๆดังรูปท่ี 3.9 

 

DAQ Card

NI USB-6009
D/A

A/D

Actuator
Displacement 

Measurement

Voltage to 

Current

1-5 v.

0-4.65 A. 0-15 mm.

 

รูปท่ี 3.8  บล็อคไดอะแกรมแสดงลักษณะการทํางานของแอคชูเอตอร 

 

จากรูปท่ี 3.9 เ ม่ือโปรแกรม LabVIEW สงขอมูลผาน DAQ Card (NI USB-6009) เพื่อปอนสัญญาณ 

PWM แกวงจรจายกระแสท่ีตอวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับเฟส (non-inverting amplifier)  โดยท่ี

ขาลบของไอซี TLC274CN ท่ีมีตัวขยายท่ี 1 เทาซ่ึงสามารถคํานวณไดดังสมการท่ี 3.1 และมีวงจรตาม

รูปท่ี 3.9 ซ่ึงวงจรสวนนี้มีหนาท่ีในการเชื่อมตอสัญญาณสวนควบคุมและสัญญาณสวนขับกระแสและ

ขยายสัญญาณจากนั้นสงแรงดันใหขา G ของมอสเฟส Q2 ในการขับกระแสใหแกเสนลวดโลหะผสม

จํารูป จากนั้นจะวัดกระแสดวยไอซี ACS712 ท่ีมีการลบ offset และใช DAQ card เ ก็บขอมูลกระแสท่ี

ไดจากแรงดันขาออกของวงจรบวกสัญญาณตลอดเวลาการทดสอบเพื่อสําหรับใชในการวิเคราะห ซ่ึง

วงจรสวนขับกระแสจะทําหนาท่ีในการขับกระแสใหไหลผานลวดโลหะผสมจํารูปดังรูปท่ี 3.10 
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รูปท่ี 3.9  วงจรจายกระแสสําหรับแอคชูเอเตอร 

R1 

R2 
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สามารถคํานวณหาอัตราขยายของวงจรขยายแบบไมกลับเฟสไดดังสมการดานลางนี้               

                                           

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1 + 𝑅1
𝑅2

                                                 (3.1)  

 

ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชอัตราขยายท่ี 1 เทาโดยเลือกใชคา R1  ท่ี 0 โอหม 

 

ในบทนี้ไดกลาวถึงเคร่ืองทดสอบโลหะผสมจํารูป และระบบวาลวควบคุมท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงจะ

กลาวถึงการนําไปใชสําหรับการทดสอบ วิเคราะห และพัฒนาอัลกอริทึมาสําหรับการตรวจจับความ

ผิดปกติในงานวิจัยในบทท่ี 4 
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